Wysokorozdzielczy transmisyjny mikroskop elektronowy (TEM), wyposazony w uktad
skanujgcy (STEM) z detektorami HAADF i BF/DF oraz spektrometr EDX

Wysokorozdzielczy analityczny system skaningowego i transmisyjnego
mikroskopu elektronowego znajdujgcy sie w Pracowni Mikroskopii Elektronowej
i Preparatyki stwarza mozliwosci swiadomego ksztattowania elementow
struktury o rozmiarach nanometrycznych w celu wytwarzania krysztatow
pozbawionych defektéw niezbednych w procesie rozwoju technologii uktadow
potprzewodnikowych jak rowniez wytwarzania super wytrzymatych, lekkich
stopow konstrukcyjnych

Zadania realizowane  za pomocy
mikroskopu TEM:

-badania strukturalne i dyfrakcyjne TEM,
STEM z detektorami HAADF oraz BF/DF
*Analiza wad  struktury  (pekniecia,
niejednorodno$¢  sktadu,  dyslokacje)
badanych preparatow

*Analiza sktadu chemicznego (ilosciowa i
jakosciowa) w nanoobszarach

*Okreslanie rozmiaru, ksztattu i
rozmieszczenia wydzielen, obrazowanie
struktury granic ziarn

ldentyfikacja faz, identyfikacja orientaciji
krysztatow, identyfikacja zaleznosci
krystalograficznych miedzy fazami




Quanta 3D 200i FEI Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) ze zintegrowang
S kolumng jonowa (FIB) znajdujacy sie w Pracowni Mikroskopii
Elektronowej i Preparatyki jest urzgdzeniem do wstepnego
obrazowania oraz trawienia jonowego probek.
Umozliwia wykonanie preparatow o grubosci kilkudziesieciu
nanometrow
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